Procesni merilni sistemi

izpit 13.6. 2002. ob 10"

1. Opisite osnovne 4 funkcionalne elemente merilnih sistemov. (15 tock)
2. Razlozite in nariSite vzorcevalno/zadrzevalno vezje . (15 tock)

3. Razlozite naslednje pojme: linearnost, faktor slabljenja, zanesljivost, lo¢ljivost,
obcutljivost, negotovost (15 tock)

4. NariSite in obrazlozite merjenje efektivnega CMR in ¢istega CMR. Napisite tudi
enacbe za izracun efektivnega in Cistega CMR. (15 tock)

5. Amplituda vhodne napetosti je 3,5 V. Slabljenje nizkopasovnega filtra pri
frekvenci 20 kHz je 80 dB. IzraCunajte izhodno napetost pri tej frekvenci. Ali nam
vstavna kartica omogoc¢a merjenje izhodne in vhodne napetosti, ¢e je loCljivost
A/D pretvornika 16 bitov in uporabljeno vhodno obmocje je £10 V (izraCunajte) ?
Kaksna je minimalna locljivost A/D pretvornika, ki nam omogoca zahtevano
meritev ? Kak$no minimalno frekvenco vzorcenja mora imeti kartica, da nam
omogoci zahtevano meritev (obrazlozite zakaj) ? (20 tock)

- [

6. Pojasnite osnovne razlike in podobnosti med VXI in PXI vodilom. Razlozite in
nariSite 4 osnovne VXI/PXI konfiguracije. (20 tock)

Izpit traja 75 minut

Rezultati izpita bodo objavljeni na fhttp:/Imk.fe.uni-lj.sif ter na oglasni deski pred
Laboratorijem za metrologijo in kakovost.



http://lmk.fe.uni-lj.si/

